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摘要(译)

用于评估和校正样本的相干断层图中的相位变化和运动伪影的方法和装
置。 使用相干技术以指定的扫描模式在样品上扫描宽带光束，并获取构
成完整层析图像的复杂数据立方体。 然后至少基于在以指定的扫描模式
扫描宽带光束的过程中测得的相位变化来量化样本的广义运动。 由于某
些物理参数（例如温度）的有组织变化，广义运动包括实际运动和视在
运动。 在相干地采集完整的层析图像的过程中成像的斑点的强度结构可
以用于校正样品在垂直于深度轴的平面中沿着入射光束的运动。
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